ZAtACZNIK NR 1
do zarzadzenia nr 57/2021 Rektora Politechniki Slaskiej
z dnia 23 kwietnia 2021 r.

(pieczec jednostki lub komorki zamawiajgcej)

1.

ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT
na dostawe laserowego mikroskopu optycznego

do badania powierzchni materialéw inzynierskich

»Zamowienie z dziedziny nauki” (ZDN) przywotane w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (ZFN)

Zakup jest wspéiinansowany ze §rodkéw budzetu paristwa w ramach programu nadzorowanego przez MNISW DOKTORAT WDROZENIOWY
w tym Doktorat Wdrozeniowy ed. 8 - 2024 pt.:
Rozwd6j metodologii projektowania materiatowego oraz systemow modelowania i optymalizacji wytwarzania przyrostowego w inzynierii
stomatologicznej zgodnie z wymogami przemystu 4.0 — umowa z dnia 28.01.2025 1.

Pelna nazwa zamawiajgcego (dane do faktury)
POLITECHNIKA SLASKA

ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

NIP: 631 020 07 36

Dane jednostki zamawiajgcej:
nazwa: Katedra Materialéw Inzynierskich i Biomedycznych
Wydzial Mechaniczny Technologiczny Politechniki Slaskiej w Gliwicach

adres ul. Konarskiego 18a 44-100 Gliwice ...

osoba do kontaktu:

dr hab. inz. Tomasz Tanski prof. PS

Tel. 606376702, e-mail: Tomasz.tanski@polsl.pl

lub Janusz Mazurkiewicz

tel. 600209864, e-mail: janusz.mazurkiewicz@polsl.pl

2. Opis przedmiotu zaméwienia™:

a) Przedmiotem zamdwienia jest dostawa, montaz i uruchomienie laserowego mikroskopu optycznego
do badania powierzchni materialéw inzynierskich.

Planowane do zakupu urzadzenie badawcze ( mikroskop laserowy (konfokalny) ) bedzie wykorzystywane
i musi spelnia¢ mozliwos$ci obserwacji oraz analizy profilu powierzchni réznych materialéw inzynierskich
w tym ceramicznych, kompozytowych, metalowych oraz polimerowych (takze refleksyjnych oraz
przezroczystych) oraz pomiary chropowato$ci zgodnie z normg ISO 25178-700.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w nastepujgce moduty:
A. Wymagania odnos$nie jednostki glownej urzadzenia:
e Laser klasy I lub IT o dtugosci fali swiatta 404nm=1 nm
e 7Zrédlo $wiatla bialego w postaci diody LED
» Pomiarowy uklad optyczny:
Laserowy konfokalny uktad optyczny z przestong pinholowa;
Uktad optyczny ze zmienng ostroscig
Uklad optyczny interferencyjny $wiatta biatego

e Detektor do badan w trybie laserowym w postaci fotopowielacza (laserowy uklad optyczny
konfokalny);
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e Kamera CMOS o rozdzielczos$ci nie mniejszej niz 5,6 megapiksela (uktad optyczny ze zmienng
ostroscig);

» Rewolwer automatyczny (sterowany elektrycznie) co najmniej 6 pozycyjny (mozliwos¢ mocowania
co najmniej 6 obiektywdow) wyposazony w obiektywy :

-5x powiekszenie, dystans roboczy 22 mm*2mm, apertura nie mniejsza niz: 0,15
-10x powiekszenie, dystans roboczy 16 mm*2mm, apertura nie mniejsza niz: 0,15
-20x powiekszenie, dystans roboczy 3 mm=1mm, apertura nie mniejsza niz: 0,15
-50x powiekszenie, dystans roboczy 0,54 mm*0,1lmm, apertura nie mniejsza niz: 0,15
Pionowy zmotoryzowany zakres ruchu glowicy rewolwerowej: 7 mm
Whbudowana skala liniowa w osi Z uktadu optycznego o rozdzielczosci: 0,1 nm

Wbudowana funkcja zabezpieczajgca przy wymianie obiektywu przed kolizjg ze stolikiem (kodowanie
obiektywdw)

B. Wymagania odnosnie stolika mikroskopu:
» Stolik zmotoryzowany o wymiarach nie mniejszych niz 100 mm x 100 mm o zakresie ruchu #50 mm

e Maksymalna wysoko$¢ probki obrazowanej na mikroskopie nie mniejsza niz 70 mm (opcjonalnie
wymagana mozliwo$¢ rozbudowy w przysziosci z wykorzystaniem moduléw podwyzszajacych
korpus mikroskopu do nie mniej niz 150 mm — modut podwyzszajgcy nie jest przedmiotem dostawy)

» Nosnos¢ stolika nie mniejsza niz 3,0 kg;
C. Wymagania odnosnie monitora do mikroskopu:
e wielko$¢ nie mniejsza niz 27 cale;
e rozdzielczo$¢ monitora nie mniejsza niz 1920x1080 pikseli;

Mikroskop konfokalny musi w momencie dostawy posiada¢ dostepne co najmniej trzy niezalezne
metody analizy powierzchni/skanowania powierzchni probki w postaci:

e Obrazowania 3D za pomocg zmiennej ogniskowej z wykorzystaniem $wiatta biatego;
o Obrazowania 3D z wykorzystaniem systemu laserowego (konfokalnego);
e Obrazowania 3D z wykorzystaniem interferencji Swiatta bialego
Wymagania odnosnie wymaganych trybéw pracy mikroskopu w momencie dostawy:
e skanowanie 3D przy uzyciu wylgcznie Zrédla biatego swiatla;
e skanowanie 3D przy uzyciu jedynie dlugosci fali lasera 404=1 nm
e pomiar skaningowy z wykorzystaniem zasady pomiaru zmiennej ogniskowej;
o skanowanie z wykorzystaniem laserowej zasady pomiaru konfokalnego z wykorzystaniem lasera.
e skanowanie z wykorzystaniem pomiaru z interferencjg $wiatla biatego;
e Rozdzielczos¢ obrazowana wysokosci w osi Z wynosi nie mniej niz 0,1nm;

Urzadzenie badawcze musi zosta¢ wyposazone takze w jednostke komputerowg o wydajnosci
zapewniajgcej plynng prace systemu sterowania i akwizycji obrazéw w tym takze w czasie skladania
obrazéw z powierzchni co najmniej 15x15 mm.

Oprogramowanie i osprzet urzadzenia badawczego musi:
Posiada¢ wbudowane oswietlenie pierscieniowe i oswietlenie koncentryczne

Mozna wybra¢ jeden z dwoéch rodzajéow oswietlenia: obserwacja z boku przy uzyciu o$wietlenia
pierscieniowego, ktoére dobrze odwzorowuje kolory, oraz oswietlenie wspotosiowe, ktére dobrze
odwzorowuje stan powierzchni i jej strukture;

Posiada¢ funkcje korekty glebi ostrosci

Funkcja ta musi umozliwia przechwytywanie obrazéw z prébki o bardzo nieréwnej powierzchni, na ktérej
trudno bylo ustawi¢ ostro$¢ w konwencjonalnych systemach.

Posiada¢ funkcje HDR w czasie akwizycji obrazéw

W przypadku obrazowania powierzchni o nieostrym profilu i niskiej gradacji koloréw funkcja ta
przetwarza dane pomiarowe w celu optymalizacji wygladu obrazu (tekstury i kontrastu).
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Posiada¢ mozliwo$¢ nawigacji i wskazywania w trybie makro miejsca na prébce przy obserwacji
przy duzych powiekszeniach

Gdy ta funkcja jest uzywana w potgczeniu ze statywem zmotoryzowanym, szerokie pole widzenia mozna
wyswietlic w postaci pomniejszonego obrazu. Podczas obserwacji przy duzych powiekszeniach
wyswietlana jest aktualna lokalizacja na prdobce.

Posiadac¢ funkcjonalnos¢ pomiaréw na probce w trybie 2D

Funkcja ta musi umozliwia¢ pomiary 2D na probce podczas obserwacji obrazu rejestrowanego przez
kamere. Mozliwych jest co najmniej dziesie¢ rodzajéw pomiaréw 2D, miedzy innymi takich jak: odlegtos¢
miedzy dowolnymi dwoma punktami, promieni okregu, pomiar katéw, pomiar pola powierzchni,

Posiada¢ funkcje obrazowania powierzchni za pomocg zmiennej ogniskowej ostrosci

Jest to metoda pomiaru, ktéra umozliwia pomiar szerokiego zakresu profilu powierzchni w krétszym
czasie niz w technice laserowej. Umozliwia wizualizacje 3D powierzchni prébki.

Posiada¢ funkcje obrazowania powierzchni za pomocg laserowego pomiaru konfokalnego

Podobnie jak systemy pomiaru profili i mierniki chropowatosci powierzchni, ta metoda pomiaru
umozliwia pomiar i analize mikroskopijnych ksztattéw powierzchni docelowej na podstawie informacji o
wysoko$ci uzyskanych poprzez skanowanie jej zogniskowang wigzka lasera.

Posiada¢ funkcje obrazowania analizowanych prébek w zaprogramowanych wspélrzednych XY
zmotoryzowanego stolika

Dzieki zaawansowanemu zmotoryzowanemu stolikowi mozna wykonywaé¢ zdjecia i pomiary w
zaprogramowanych lokalizacjach. Standardowo mozna zaprogramowa¢ co najmniej 100 punktéw
pomiarowych.

Posiada¢ funkcje obrazowania obszaréw na préobce wg zaprogramowanego schematu (skracajgca
to czas analizy przy powtarzalnych operacjach obrazowania prébki)

Wszystkie operacje wykonane na obrazie mozna zapisa¢ jako szablon. Doktadnie te same operacje moga
zosta¢ automatycznie wykonane na innym obrazie. Wyniki analizy mozna uzyska¢ w krétkim czasie przy
pomiarze duzej liczby prébek i pomiarze ciggtym.

Posiada¢ funkcje automatycznego doboru optymalnych warunkéw obrazowania wybranych
obszaréw analizowanych prébek

System powinien méc automatycznie skanowaé wiele lokalizacji obszaru probki, dobierajac
automatycznie warunki skanowania.

Posiada¢ funkcje pomiaréw poréwnawczych profili powierzchni prébki
Profile przekroju poprzecznego dwdch prébek naktadajg sie na siebie, aby zmierzy¢ réznice w szerokosci,

wysokosci i polu przekroju poprzecznego. Np. przy pomiarze wytarcia trybologicznego lub zuzycia
analizowanej powierzchni prébek.

Posiada¢ funkcje automatycznej analizy powierzchni co najmniej 5 wybranych obszaréw probki

Po wyswietleniu wielu obrazéw obok siebie mozna je analizowa¢ jednoczesnie. Mozna zastosowac
jednolite ustawienia wysokosci i szerokosci, w tym jednolitg wysoko$¢ ptaszczyzny odniesienia, jednolite
ustawienia wysokosci i szerokosci osi dla wykreséw oraz jednolity kierunek obrazowania w technice 3D.
Mozna jednoczes$nie wprowadzi¢ rézne ustawienia przetwarzania obrazu i analizy, np. okre§lenie miejsca
narysowania linii profilu i okreslenie tego samego punktu pomiarowego.

Posiada¢ funkcje automatycznej analizy parametréw chropowatosci, ktéra prezentuje wartosci
zgodnie z ISO 25178-700 chropowatosci probki

Wymagane jest analizowanie i pomiar co najmniej 15 parametréw chropowatosci analizowanej
powierzchni oraz mozliwa analiza réznic parametréw chropowato$ci powierzchni pomiedzy co najmniej
5 prébkami.

Posiada¢ funkcje pomiaru grubosci powloki transparentnej

Posiada¢ funkcje obserwacji warstwy wierzchniej powlok transparentnych

Posiada¢ funkcje korelacji obrazow z wykorzystaniem $wiatla bialego oraz techniki konfokalnej
umozliwiajgcej nadawanie koloréw obrazom uzyskanym w technice laserowej zgodnych z tymi
obserwowanymi w $wietle bialym
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Urzadzenie musi posiadaé wbudowang kamere CMOS o wysokiej rozdzielczo$ci do uzyskiwania danych o
kolorach. Syntetyzujac dane o kolorze z laserowg informacjg konfokalng, mozna utworzy¢ 16-bitowe
laserowe obrazy z obserwacji kolor6w, odzwierciedlajgce rzeczywiste informacje o kolorze rzeczywistego
obiektu. Co wiecej, te 16-bitowe obrazy z obserwacji w kolorze laserowym mozna wyswietla¢ w widoku
3D. Oprocz wyswietlania rzeczywistych koloréw i ksztattow w postaci wizualnego obrazu 3D o wysokiej
rozdzielczosci, mozna wybra¢ rézne metody wizualizacji, takie jak powiekszanie/zmniejszanie,
cieniowanie i efekty swietlne, w tym potysk, operujgc obrazem 3D za pomocg przeciggania myszg (metoda
wirtualnego trackballa).

Posiada¢ funkcje obserwacji powierzchni o niskiej wartosci chropowatosci, lacznie techniki DIC z
obrazowaniem laserowym

Laczac obrazy laserowe i informacje o wysokosci profilu obrazu, funkcja ta skutecznie reaguje na prébki
o lustrzanej powierzchni lub wykonane z tego samego materiatu, ktére sg trudne do obserwacji na
podstawie informacji o kontrascie. Funkcja ta umozliwia obserwacje powierzchni o chropowatosci na
poziomie nanometrycznym.

Posiada¢ wbudowany fotopowielacz 16-bitowy

Fotopowielacz 16-bitowy o szerokim zakresie dynamiki. Funkcja ta moze obstugiwac szeroka game
materialéw, od prébek o wysokim wspdtczynniku odbicia, takich jak ptytki o powierzchni lustrzanej, po
prébki o niskim wspétczynniku odbicia, takie jak czarna guma i toner do kopiowania.

Posiada¢ funkcje wbudowanego modutu skali liniowej o wysokiej rozdzielczosci co najmniej 0,5 nm

Dzieki tej funkcji mozna zmierzy¢ informacje o wysokosci detalu z duzg rozdzielczoscig co najmniej 0,5
nm. Mozliwe sg bezkontaktowe i bardzo doktadne pomiary profili, pomiary chropowatosci oraz pomiary
grubosci folii przezroczystej.

Posiada¢ funkcje zawansowanego wspomagania skanowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
(AI-Scan)

Pomiar automatyczny osigga sie po prostu poprzez umieszczenie probki i klikniecie przycisku Rozpocznij
pomiar zgodnie z wyswietlanymi wskazoéwkami pokazujacymi procedure operacji. Podstawowe operacje
konwencjonalnych mikroskopéw laserowych, regulacja ogniska oraz ustawienia gérnej/dolnej granicy
zakresu pomiarowego, wykonywane sg automatycznie.

Posiada¢ funkcje automatycznej optymalizacji czulo$ci CMOS i fotopowielacza na §wiatlo

Jest to funkcja wspierajgca uzytkownika, ktéra automatycznie dostosowuje czuto$¢ elementu
odbierajgcego $wiatto, ktéry powoduje btedy pomiaru. Automatycznie dostosowuje czulo$¢ tak, aby
element odbierajacy $wiatto nie przechodzit w stan nasycenia w zakresie pomiarowym..

Posiada¢ funkcje dualnego skanowania umozliwiajgca dokladny pomiar obiektéw, w ktérych
wspoélczynnik odbicia jest bardzo zréznicowany

Jezeli w zakresie pomiarowym znajdujg sie punkty, ktérych pomiar jest utrudniony ze wzgledu na stabe
odbicia, funkcja podwdjnego skanowania poszerza zakres mozliwych do uzyskania danych, wykonujac
pomiar dwukrotnie, korzystajgc z automatycznie dostosowanych réznych ustawieri czutosci odbioru
Swiatla i syntezujgc dwa typy danych o réznej czutosci odbioru swiatta.

Korpus urzadzenia badawczego o duzej sztywnosci i antywibracyjny

Caly system musi miesci¢ sie na biurku o wymiarach blatu 70x120 ¢cm. Korpus o duzej sztywnosci,
zaprojektowany z nisko potozonym $rodkiem ciezkosci i wbudowanym ttumikiem drgan. Mozliwo$é
instalacji korpusu na piezoelektrycznej ptycie antywibracyjnej o wymiarach 60x60 cm.
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b)

d)

e)

Wymagane parametry — opis/ dopuszczalne wartosci i zakresy

Lp.
1. Nazwa wymagania Wartosci wymagane
Szerokos¢ pola widzenia na probce za pomoca dostepnych na
2. | wyposazeniu obicktywéw, nie mniejszy niz Od 12 do 7350 pm
. . . . . .. Powierzchnia: 125 Hz
2a | Maks. predkos$¢ pomiaru w trybie konfokalnym, nie mniejsza niz . . ’
Pre P Y ym, J Linia: 7900 Hz
3 | Maks. moc wyjsciowa lasera, nie mniejsza niz 1,0 mW
4 Rozdzielczos¢ pomiarow w osi Z (wysokosci profilu) w trybie 0,1 nm
konfokalnym, nie mniejsza niz
Tryb pracy w interferencji Swiatla biatego
5 | Rozdzielczo$¢ pomiaréw w osi Z (wysokosci profilu) w trybie 0,01 nm
konfokalnym, nie mniejsza niz
Zakres powiekszenia optycznego mikroskopu, ZOOM optyczny nie
6 | mniejszy niz 1-8x
Parametry nie wymagane obowigzkowo
L (nie zaoferowanie ich przez Wykonawce nie bedzie skutkowalo odrzuceniem oferty;
p- Sq to jednoczesnie parametry podlegajqce ocenie punktowej, tj. ktorych zaoferowanie
bedziemy punktowad)
7. Wydtuzona gwarancja na urzadzenie [miesiace] >24
8. Modut do konfokalnego (laserowego) pomiaru grubo$ci warstw transparentnych TAK/NIE
. . o, .. Demonstracyjne/nowe
9. Urzadzenie nowe czy po demonstracyjne (data produkeji nie p6zniejsza niz 01.10.2024 r.) Miesiac iirok produkeii
Modut do porownywania uzyskanych analiz powierzchni r6znych probek
10 przy tych samych parametrach badania TAK/NIE
11. Mozliwo$¢ programowania $ciezki badan (tworzenie makr funkcjonalnych) TAK/NIE

okres minimalnej gwarancji: 2 lata od dnia odbioru przedmiotu zamodwienia (ze wzgledu na
wykorzystanie urzgdzenia do badan naukowych wymagana jest dostawa urzgdzenia wysokiej jakosci i
niezawodnosci, stagd 24 miesigce gwarancji jest wymaganiem minimalnym, niemniej punktowana
dodatkowo jest dtuzsza niz 24 miesigce gwarancja),

przystgpienie do usuniecia usterki lub awarii w ramach udzielonej gwarancji nastgpi w ciggu 7 dni
kalendarzowych od momentu zgloszenia, a jej usuniecie w ciggu kolejnych 14 dni kalendarzowych,

warunki platno$ci: przelewem bankowym do 14 dni od daty zlozenia faktury czesciowej i/lub
koncowej

termin wykonania zamodwienia liczony od daty udzielenia zamdwienia:

do 40 dni kalendarzowych, lecz nie pdzniej niz do 23 wrzesnia 2025 roku.
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3. Sposoéb przygotowania oferty oraz miejsce i termin sktadania ofert:
Oferte nalezy zlozy¢ w jednej z ponizszych form (naleZy wybrac proponowane sposoby komunikacji),

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 25 lipca 2025 roku do godz. 12.00

a) korespondencyijnie lub osobiscie na adres: Katedra Materialow Inzynierskich i Biomedycznych
Wydzial Mechaniczny Technologiczny Politechniki Slaskiej w Gliwicach
adres ul. Konarskiego 18a (3 pietro pokéj 365) 44-100 Gliwice
(osobiscie od poniedzialku do pigtku w godz. 8-15)
Jezeli oferta bedzie przekazana drogg korespondencyjng liczy sie dzien i godzina wplywu do
zamawiajgcego, a nie wystania. Oferta musi by¢ podpisana przez osobe upowazniong do skladania ofert
z pieczecig Firmowa. Na kopercie prosze dopisac: ,Zaproszenie do skladania ofert na mikroskop
konfokalny. Nie otwiera¢ przed 25 lipca 2025 roku do godz. 12.00”.
b) elektronicznie drogg mailowg na adres:
janusz.mazurkiewicz@polsl.pl
do wiadomosci: ksenia.czardyban@polsl.pl

w postaci skanu podpisanej i opieczetowanej oferty lub oferty podpisanej elektronicznie. Oferta
musi by¢ podpisana przez osobe upowazniong do skladania ofert.

Wykonawca, ktory zloZy oferte w formie elektronicznej, jest zobowigzany do wystania Zgdania potwierdzenia odebrania wiadomosci
elektronicznej przez zamawiajacego. Po otrzymaniu zZadania zamawiajacy potwierdzi otrzymanie oferty w formie elektronicznej. W przypadku
gdy oferta nie wyplynie na wskazany adres zamawiajacego oraz przy braku takiego potwierdzenia domniema sig, ze oferta nie zostata ztozona.

Calkowita oferowana cena musi obejmowa¢ kompleksowg realizacje zaméwienia i uwzglednia¢ wszystkie
sktadniki cenotwodrcze, w tym wszelkie podatki, sktadki na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne itp.,
tzn. cena oferowana przez osobe prawng musi zawiera¢ podatek VAT, a cena oferowana przez osobe fizyczng
musi zostaé¢ powiekszona o ewentualne obcigZenia ZUS ponoszone przez Politechnike Slaska.

W ofercie nalezy podac¢ producenta/typ/model/nazwe oferowanego towaru.
4. Oferty otrzymane po terminie sktadania ofert nie bedg rozpatrywane.

5. Do oferty (sporzadzonej np. na zatgczonym ,formularzu oferty” muszg by¢ dotgczone nastepujgce dokumenty:
a) Oferta na zalgczonym formularzu
b) Karta katalogowa oferowanego urzgdzenia potwierdzajgca oferowane parametry techniczne w jezyku
polskim i/lub angielskim.
6. Kryteria oceny ofert:
A. Wybdr najkorzystniejszej oferty nastgpi na podstawie ponizszych kryteriéw, ktérym odpowiada okreslona
liczba punktéw. Zamawiajgcy zastosuje zaokraglenie wynikéw oceny ofert do dwdch miejsc po przecinku.

B. Za oferte najkorzystniejszg uwaza sie oferte, ktéra przedstawia najkorzystniejszy stosunek ceny do innych
kryteriéw odnoszacych sie do przedmiotu zaméwienia.

C. Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy wybiera sposrdd tych ofert oferte, ktora otrzymata
najwyzszg ocene w kryterium o najwyzszej wadze. Jezeli oferty otrzymaty takg samg ocene w kryterium o
najwyzszej wadze, Zamawiajgcy wybiera oferte z najnizszg ceng. Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty w
sposéb, o ktéorym mowa powyzej, Zamawiajgcy wzywa Wykonawcdw, ktérzy zlozyli te oferty, do ztozenia w
terminie okreslonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych zawierajgcych nowa cene.

D. Jezeli Wykonawca nie poda zadnych informacji w odniesieniu do kryteriéw podlegajgcych ocenie punktowej
(z wyjatkiem ceny) Zamawiajacy zwrdci sie o wyjasnienie w tym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca w
odpowiedzi zaoferuje elementy podlegajgce ocenie punktowej na lepszych niz minimalne wymagane poziomy,
Wykonawcy nie bedg juz przystugiwaty punkty za to kryterium.

E. Zastosowane bedg nastepujgce kryteria oceny ofert:
Cena: C max 75 pkt
Punktacja dodatkowa wyposazenia, parametréw technicznych i gwarancji- O max 25 pkt

Ocena ogdélna O = C+0 max 100 pkt
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CENA C

Sposob dokonywania oceny wg wzoru:

C=Cn:Cb)x75

Gdzie: Cn - cena oferty najtaniszej; Cb - cena oferty badanej

PUNKTACJA DODATKOWA O - maksymalnie 25 punktéw
A) Wydluzona pelna gwarancja na urzadzenie — maksymalnie 10 pkt

w tym: gwarancja 2 lata— 0 pkt wydtuzenie gwarancji do 3 lat -5 pkt., wydtuzenie gwarancji do 4 lat lub

wiecej - 10 punktéw;

B) Dostawa urzadzenia z modulem do konfokalnego (laserowego) pomiaru grubosci warstw

transparentnych - maksymalnie 5 pkt;
Dostawa w/w modutu — 5 pkt.
Brak dostawy w/w modutu - 0 pkt.

C) Urzadzenie fabryczne nowe czy tzw. podemonstracyjne — maksymalnie 5 pkt;
Urzadzenie fabrycznie nowe, data produkcji nie starsza niz 1.05. 2025 r. — 5 pkt;
Urzadzenie podemonstracyjne, data produkcji nie starsza niz 01.10. 2024 r. - 0 pkt;

D) Dostawa urzgdzenia z modulem do poré6wnywania uzyskanych analiz powierzchni r6znych prébek

przy tych samych parametrach badania — max. 2 pkt;
Dostawa w/w modutu — 2 pkt.
Brak dostawy w/w modutu - 0 pkt.

E) Dostawa urzadzenia z mozliwoscia programowania S$ciezki badann (tworzenie makr

funkcjonalnych)- max. 3 pkt;
Dostawa urzadzenia z mozliwo$cig programowania makr funkcjonalnych — 3 pkt.
Dostawy urzgdzenia bez mozliwosci programowania makr funkcjonalnych - 0 pkt.

7. W niniejszym postepowaniu nie majg zastosowania przepisy ustawy Pzp i z tego wzgledu oferentom biorgcym

w nim udziat nie przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawg.
8. Zlozenie oferty nie zobowigzuje zamawiajgcego do udzielenia zaméwienia.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZWIAZKU Z UDOSTEPNIENIEM DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Slaska. Moze Pani/Pan skontaktowaé sie z
administratorem w nastepujacy sposéb:

1) listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

2) przez e-mail: RR1@polsl.pl
2. Inspektor ochrony danych
Moze sie Pani/Pan kontaktowaé¢ z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczgcych
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych, w
nastepujacy sposéb:

1) listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

2) przez e-mail: iod@polsl.pl
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Administrator bedzie przetwarza¢ Pani/Pana dane osobowe na potrzeby przygotowania i realizacji
niniejszego zaméwienia. Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
oraz f Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzgdzenie o ochronie danych):

1) udzielenie zamodwienia publicznego,

2) prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, polegajgcy na koniecznosci kontaktu

z Panig/Panem.

4. Okres przechowywania danych osobowych
Administrator bedzie przechowywa¢ Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa.
5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane administrator moze przekazywa¢ podmiotom zewnetrznym oraz organom lub podmiotom
publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa. Obowigzek
podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

str. 7



ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z Pzp.
6. Prawa zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych
Przystugujg Pani/Panu nastepujgce prawa zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostepu do Pani/Pana danych osobowych;
2) prawo zgdania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, ktére sg nieprawidlowe, oraz uzupelnienia
niekompletnych danych osobowych;
3) prawo zadania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych, tj.
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych;
Pani/Pana dane nie bedg podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zaproszenie do skladania ofert sporzadzit: Signed by /

Podpisano przez:

Janusz Mazurkiewicz
Politechnika Slaska

Date / Data: 2025-

07-11 09:33
11 lipca 2025 roku Janusz Mazurkiewicz
data Imie, nazwisko i podpis pracownika przygotowujacego zaproszenie

Zaproszenie ze strony Zamawiajgcego zostato zaaprobowane przez:

Signed by / Podpisano
przez:

Tomasz Arkadiusz
Tanski )
Politechnika Slgska

Date / Data: 2025-07-
1110:31

Kierownika Katedry Materiatéw Inzynierskich i Biomedycznych
11 lipca 2025 roku dr hab. inz. Tomasz TANSKI prof. PS

data Imie, nazwisko, funkcja i podpis pracownika
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ZAtACZNIK NR 2
do zarzadzenia nr 57/2021 Rektora Politechniki Slaskiej
z dnia 23 kwietnia 2021 r.

OFERTA
na dostawe laserowego mikroskopu optycznego

do badania powierzchni materialéw inzynierskich
»Zamowienie z dziedziny nauki” (ZDN) przywotane w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (ZFN)
Grupa zakupowa w Politechnice Slgskiej — Dostawy A026N-Mikroskopy optyczne (kod CPV 38.51.80.00-9)
Zakup jest wspotfinansowany ze $rodkéw budzetu pafistwa w ramach programu nadzorowanego przez MNISW DOKTORAT WDROZENIOWY
w tym Doktorat Wdrozeniowy ed. 8 - 2024 pt.:
Rozw6j metodologii projektowania materiatowego oraz systeméw modelowania i optymalizacji wytwarzania przyrostowego w inzynierii
stomatologicznej zgodnie z wymogami przemystu 4.0 — umowa z dnia 28.01.2025 1.

»Zamowienie z dziedziny nauki” (ZDN) przywotane w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (ZFN)

1. Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy.

numer rachunku

2. Oferujemy:

a) wykonanie catosci przedmiotu zaméwienia:

ogbélem za cene Netto: .....occceveeeeceeerveenineene PLN;
cena netto stownie ZIotych: ......o.ooiiiiiiiiiiiiii s /100
ogbélem za cene brutto: ......cccevveeeeveeerveeeesueenne PLN

Oswiadczamy, ze ww. calkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamdéwienia i uwzglednia wszystkie
sktadniki cenotworcze, w tym wszelkie podatki, sktadki na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne itp.
UWAGA!

1) Cena oferowana przez osobe prawng musi zawiera¢ podatek VAT, a cena oferowana przez osobe fizyczng
musi zostaé¢ powiekszona o ewentualne obcigzenia ZUS ponoszone przez Politechnike Slaska,

Cena powinna by¢ wyrazona w PLN, w przypadku podmiotu zagranicznego prosze cene przeliczy¢ na
PLN, poniewaz Srodki niezbedne na realizacje zamowienia beda przygotowane w tej walucie;

2) W przypadku dostawcow z krajéw UE podatek VAT uiszcza zamawiajgcy zgodnie z prawodawstwem
polskim. W przypadku dostawcow z krajow trzecich cto i podatek VAT uiszcza zamawiajgcy zgodnie

z prawodawstwem polskim. Wyzej wymienieni dostawcy podaja w ofercie cene netto,

b) termin realizacji zamoéwienia (liczony od daty udzielenia zamowienia): .........cccceeeeveeeeeeeeecreeesennnen. (prosze
wpisac konkretng date lub liczbe dni/tygodni/miesiecy

) okres gwarancji: .....ceceeeeeecveeennnnn. (oferty z okresem <24 miesiecy zostang odrzucone)

d) warunki ptatnosci: .......cccceveennennn. dni od daty ztozenia faktury,

e) producent/typ/model/nazwa oferowanego LOWATUL! ......ccciteeeruueerteteeerreiirieiereeeteeeeeeeeesennreeeeeeeesesnnmnene

(prosze wypekic)
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Szczegblowe wymagania techniczne planowanego do zakupu urzgdzenia:

Lp. Wymagane parametry — opis/ dopuszczalne wartoS$ci i zakresy
3.0 Parametry
Nazwa wymagania W::::o;f:e oferowanego
wymag urzadzenia/oferty!

Szerokos¢ pola widzenia na probce za pomoca

1 dostepnych na wyposazeniu obiektywow, nie Ot 12t
Lo .. 7350 pm
mniejszy niz
Powierzchnia
) Maks. predkos¢ pomiaru w trybie konfokalnym, nie 125 Hz,
mniejsza niz Linia:
7900 Hz
3 Maks. moc wyjs$ciowa lasera, nie mniejsza niz 1,0 mW
4 Rozdzielczo$¢ pomiaréw w osi Z (wysokosci profilu) 0,1 nm

w trybie konfokalnym, nie mniejsza niz
Tryb pracy w interferencji $wiatta biatego
5 | Rozdzielczo$¢ pomiaréw w osi Z (wysokosci profilu) 0,01 nm
w trybie konfokalnym, nie mniejsza niz

Zakres powigkszenia optycznego mikroskopu, ZOOM
optyczny nie mniejszy niz

Parametry nie wymagane obowigzkowo

Lp | (nie zaoferowanie ich przez Wykonawce nie bedzie skutkowalo odrzuceniem oferty;
Sq to jednoczesnie parametry podlegajgce ocenie punktowej, tj. ktorych zaoferowanie

1-8x

bedziemy punktowac)
7. | Wydhuzona gwarancja na urzadzenie [miesigce] >24
2. Moduir dp konfokalnego (laserowego) pomiaru TAK/NIE
grubo$ci warstw transparentnych
Demonstracyjne
9 Urzadzenie nowe czy po demonstracyjne (data /nowe
" | produkcji nie p6zniejsza niz 01.10.2024 r.) Miesiac i rok
produkcji

Modut do poréwnywania uzyskanych analiz
10 | powierzchni r6znych probek przy tych samych TAK/NIE
parametrach badania

Mozliwo$¢ programowania §ciezki badan (tworzenie
makr funkcjonalnych)

1. TAK/NIE

3. Oswiadczam, Ze zapoznatem sie z opisem przedmiotu zaméwienia oraz wymogami zamawiajgcego i nie
wnosze do nich zadnych zastrzezen.

4. Potwierdzam zapoznanie sie z klauzulg informacyjna Politechniki Slaskiej dot. przetwarzania danych
osobowych (tzw. klauzulg informacyjng RODO) i zobowigzuje sie do przekazania jej wszystkim osobom
zaangazowanym z mojej strony w realizacje zaméwienia.

5. Oswiadczam, ze wypelnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO? wobec 0s6b

fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o
udzielenie

niniejszego zamdwienia®.

6. Zatgcznikami do niniejszego formularza, stanowigcymi integralng czesc oferty, sg:

DWpisaé¢ warto$¢ parametru i/lub potwierdzié¢ lub zaprzeczy¢ dostawie opcjonalnej lub wymaganej opcji
urzgdzenia. Wpisane stowa NIE w opcjach wymaganych lub parametréw nie spelanijgcych wymagan jest
rownoznaczne z odrzuceniem oferty.

D Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
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takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119z 04.05.2016, str. 1, z pdzn. zm.).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych
lub zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oSwiadczenia np. przez jego wykreslenie).

pieczec i podpis osoby uprawnionej do sktadania

oswiadczen woli w imieniu wykonawcy
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@ Politechnika
Slaska

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administrator. Administratorem podanych danych osobowych jest Politechnika Slgska, zwana
dalej Uczelnig, z ktérym mozna sie kontaktowacé listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
lub za posrednictwem poczty elektronicznej: BR@polsl.pl
7. Inspektor ochrony danych. Administrator powotat inspektora ochrony danych, z ktérym mozna
sie listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice lub za poSrednictwem poczty elektronicznej:
iod@polsl.pl
8. Cele przetwarzania. Administrator przetwarza dane osobowe na potrzeby udzielenia zamdwienia
publicznego z zachowaniem zasady konkurencyjno$ci przy wydatkowaniu Srodkéw unijnych.
9. Podstawa prawna przetwarzania. Przetwarzanie oparte jest na przestankach wynikajgcych
z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO! (obowigzek prawny administratora) w zwigzku z przepisami ustawy z dnia
28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadan finansowanych ze srodkéw europejskich w perspektywie
finansowej 2021-2027 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
10. Okres przechowywania danych osobowych. Dane osobowe bedg przechowywane przez okres
wynikajgcy z jednolitego rzeczowego wykazu akt opracowanego na podstawie ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dane osobowe znajdujgce sie w dokumentach umieszonych w Bazie KonkurencyjnosSci przetwarzane
bedg do czasu dokonania rozliczenia z Komisjg Europejskg ptatnosci koncowej salda za okres
programowania danej perspektywy finansowej.
11. Odbiorcy danych. Podmioty realizujgce zadania publiczne. Dane osobowe mogg by¢ takze
przekazywane partnerom realizujgcym wsparcie techniczne i organizacyjne w zakresie IT.
12. Prawa zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych
5) prawo dostepu do danych osobowych;
6) prawo zgdania sprostowania danych osobowych, ktére sg nieprawidtowe oraz uzupeknienia
niekompletnych danych osobowych;
7) prawo zgdania usuniecia danych osobowych jesli zachodza przestanki wynikajace z art. 17
og6lnego rozporzgdzenia o ochronie danych;
8) prawo zgdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
9) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych, tj.
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych;
13. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych. Dane nie bedg podlegaly
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
14. Obowigzek podania danych. Podanie danych osobowych jest niezbedne do udziatu \
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.
15. Zr6dlo danych w przypadku zbierania ich od osoby innej niz ta, ktérej one dotyczg. Dane
osobowe zostaty podane przez oferenta biorgcego udzial w postepowaniu o udzielnie zaméwienia.

! Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych)
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